gangen (MeBmethodik; Batterien, Sensoren, Gaspumpen,
photoelektrochemische Zellen etc.). Auswahl und knappe
Darstellung liefern vor allem dem Neuling auf dem Gebiet
unverbrdmt und uniiberladen die nétige Information.

Dem aber nicht nur oberflichlich Interessierten bieten sich
in vieler Hinsicht auch Grund zu Kritik. Es ist dies zum einen
die sehr groBe Zahl von Druckfehlern (die hoffentlich in
einer nichsten Ausgabe behoben werden), nicht nur die we-
niger storenden, weil offensichtlichen, sondern auch und vor
allem solche, die dem Leser mit Sicherheit Kopfzerbrechen
bereiten. Ich erspare mir Beispiele. Zum andern ist es die
fehlende Prézision bei der Behandlung der Themen, die ich
an einigen Fillen verdeutlichen méchte:

1. Die Defektnotation wird nicht streng durchgehalten.
Ohne Grund wird von Bau- und Strukturelementbeschrei-
bung gewechselt und beides vermischt (siehe z. B. 18/S. 131).
Ebenso werden fiir die ionischen Defekte Relativsymbole fiir
die Ladung beniitzt, fiir die elektronischen Defekte hingegen
Absolutsymbole.

2. Im Kapitel ,,Electronic Conduction in Metals and Semi-
conductors* wird es versiumt, die gerade fiir dieses Buch
bedeutsamen Sprachbarrieren zwischen Chemikern und
Physikern zu brechen. Zusammenhinge werden ansatzweise
und nur fiir Spezialfille gegeben. So findet sich auf S. 14:
»AG°[N, [die 2 fehlt] = u, = E,/2 = E.*.

3. Bei der Diskussion der Konzentrationszellenmethode
(S. 158) wird das elektrochemische Potential mit dem elek-
trischen verwechselt, was zwar (durch doppelten Fehler) zu
einer schnelleren Ableitung fiihrt, aber fiir einen Physikoche-
miker unverzeihlich ist. Auf S. 159 und S. 190 findet sich die

gleiche heuristische Diskussion derselben Methode ohne
Querverweise.

4. Dariiber hinaus ist das Buch nicht in allen Fragen auf
dem neuesten Stand (z. B. Grenzflachenleitfihigkeit, S. 92).
Die theoretisch-mechanistische Seite, auf der in der letzten
Zeit viele Fortschritte erreicht wurden, bleibt groBtenteils
ausgespart. Dies mag didaktisch begriindbar sein, nur wird
dadurch der zu Beginn erhobene Anspruch nicht erfiillt.

Der Rezensent will mit seiner Kritik nicht vom Kauf ab-
schrecken —dies leistet eher der Preis von DM 174 —, sondern
lediglich zur Vorsicht beim Konsum mahnen.

Joachim Maier [NB 1149]
Max-Planck-Institut
fiir Metallforschung, Stuttgart

Berichtigung

In der Zuschrift ,,Bis(5-phosphabenzol)vanadium: Syn-
these, Redoxeigenschaften, Struktur und konformative Be-
weglichkeit* von C. Elschenbroich et al. (Angew. Chem. 103
(1991) 601) lautet die vollstindige Autorenliste C. Elschen-
broich, M. Nowotny, B. Metz, W. Massa, J. Graulich, Karl
Biehler und Wolfgang Sauer.

In Tabelle 2 betragen die EPR-spektroskopischen Werte von
7 fiir 4,(*'V) nicht 23.0, sondern 2.30; A, ,(*H) nicht 3.75,
sondern 0.375; A4,(*H) nicht 3.0, sondern 0.30.

Angewandte Chemie, Fortsetzung der Zeitschrift ,,Die Chemie*
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